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OZET ABSTRACT

Giiniimiizde iplik isletmeleri, iplikte olugabilecek hatalart onleme Today although spinning mills have made significant

agisindan onemli gelismeler kaydetse de, kops halindeki iplikte
hala 6nemli hatalar goze carpmaktadir. Iplik hatalari, kumas
tizerinde istenmeyen goriintiilere neden olduklarindan, iplik bobin
prosesinde etkin bir temizleme isleminden ge¢meden miisteriye
ulastirilmamaktadir. Bu hatalarim énemli bir béliimiinii kisa kalin
yerler, uzun kalin yerler, ince yerler, numara varyasyonlari,
hatal diigiim bélgeleri ve yabanci maddeler olusturmaktadir. Bu
calismada iplik yapisi, genel hata simiflandirmalart ve iplik
temizleme sistemlerinin giiniimiize kadar gecirmis oldugu
gelismeler hakkinda bilgi verilmis ve diinyada en yaygin
kullanilan iplik temizleme sistemleri olan Uster ve Loepfe
arasinda bir degerlendirme yapilmistir.

Anahtar Kelimeler: iplik Hatalar1, Bobin, Temizleme Sistemleri,

improvements, there are still important yarn faults on the cops.
The yarns cause many faults on the woven and knit fabrics, so that
an active cleaning required for yarn cops. Short thick places, long
thick places, number variations, wrong splices and foreign
matters constitute the important yarn faults. Manufactured yarns
should not be delivered to the customers without being cleaned
effectively. In this study, information about yarn structure,
general fault classifications and development of yarn cleaning
systems have been informed. The most important and widely used
yarn cleaning systems in the world, Uster and Loepfe are
compared among themselves.

Keywords: Yarn Faults, Bobbin, Cleaning Systems, Fault Limits

Hata Limitleri

1. GIRIS

Binlerce yildir iiretilen ipligin, sanayi devrimiyle birlikte makinede tiretimine baslanmis ve 100 yil1 agkin siirede 6nemli bir
yol katedilmistir. Giiniimiizde iplik egirmenin temeli olan ring egirmeyle birlikte open-end, hava jetli gibi bir¢ok farkli egirme
sistemiyle iplik iiretimi yapilmaktadir. Ozellikle son 30 y1lda melanj, 6zli, siro gibi farkli yapida ve gesitlilikte ipliklerin iiretimi
gerceklestirilmektedir. Iplik cesitliligi degisen tiiketici talepleri dogrultusunda siirekli artmaktadir. Tiiketicilerin gesitlilik
konusunda isteklerinin artmasiyla hata konusunda gosterdikleri hassasiyet de artmaktadir. Kumas kalitesine etki eden en 6nemli
faktorlerden birinin iplik kalitesi oldugu g6z oniine alinirsa, iplik hatalariin elimine edilmesinin ne kadar 6nemli oldugu ortaya
¢ikmaktadir.

Iplik hatalar1 hammadde ve iiretim sartlarina bagli olarak farkli sekillerde olusabilmektedir. Egirme prosesi sirasinda,
kesitinde 20.000 ila 40.000 elyaf bulunan bir tarak seridi gekilerek, kesitinde yaklasik 40 ila 1.000 elyaf bulunan bir iplik haline
getirilir (Uster News Bulletin, 2011). Bu durum kesitteki elyaf sayisinin sabit olmasini engellerken kiitlede rastgele sapmalara
neden olmaktadir. Her ne kadar hammadde se¢iminde, temizlemede, egirme proseslerinde iyilestirmeler yapilsa da ipligin sifir
hatayla iiretimi miimkiin olamamaktadir.

2. TPLIK TEMIZLEYICILERININ GELISIiMI

Iplik temizleme sistemleri, 50 yili agkin zaman dilimi iginde iplik isletmelerinin vazgegilmez unsurlarindandir. Diinyadaki
en 6nemli kalite kontrol cihaz fireticilerinden Uster firmasi 1950’lerden giiniimiize kadar gelistirdigi cihazlarla, hatalarin
ayrimindan, simiflandirma matrislerinin gelistirilmesine kadar bir¢ok yeniligi sektore kazandirmistir. Bu yenilikler;

- Kisa-kalin yer tespiti: 1960 yilinda Uster Spectometic cihazi,
- Ince yer tespiti: 1963 yilinda Uster Automatic cihazi,
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- Yabanci madde tespiti: 1996 yilinda Uster Peyer temizleyicisi, seklinde ilerlemis ve giliniimiizde yaygin olarak
kullanilan;

- Bitkisel filtre 6zelligi, sentetik yabanci maddelerinin tespiti: Uster Quantum 2

- Iplik gdvdesinin tespiti, otomatik ayar yapabilme 6zellikleri: Uster Quantum 3 cihazlarmin gelistirilmesiyle bobin
randimanini diisiirmeden, ipligin etkin bir sekilde temizlenmesi miimkiin hale gelmistir.

Bir diger kalite kontrol cihaz iireticisi Loepfe Brothers Ltd. bu sektore 1955 yilinda girmistir. ilk iplik temizleyici sistemini
basit temizleme secenekleri ile 1963°te iiretmis ve 1990’lardan itibaren Loepfe kendini iplikhanelerde yaygin olarak kabul
ettirmistir. YarnMaster iplik temizleyicisi modelini 1991°de ve YarnMaster ZENIT+ iplik temizleyicisi modelini 2014’te
gelistirmesiyle iplik isletmelerinde yaygin olarak kendine yer bulmustur (URL1, 2018).

Iplik temizleme sistemlerinin 6l¢iim prensipleri kapasitif ve optik olmak iizere iki sekilde calismaktadir. Uster temizleme
cihazlarinda optik ve kapasitif 6l¢iim prensiplerine gore ayr1 sensorler bulunmaktayken, Loepfe firmasinin 6l¢iim prensibi
optiktir.

2.1. Kapasitif Ol¢iim Prensibi

Elektromanyetizmada yalitkanlik sabiti veya dielektrik sabiti, bir malzemenin {izerinde yiik depolayabilme yetenegini
Ol¢meye yarayan katsayi olarak ifade edilir. Bagka bir ifade ile yalitkanlik sabiti, bir elektriksel alanin etkilerinin veya yalitkan
bir ortam tarafindan nasil etkilendiginin 6l¢iimiidiir (URL2, 2017). Kapasitif diizgiinsiizliik 6l¢gme metodu, iplik diizgiinsiizliik
6lciimlerinde de yaygin olarak kullanilan bir metottur. Kalin bant formundan en ince iplik yapisina kadar biitiin tekstil yapilarinin
diizgiinsiizliigiiniin 6l¢iilmesi, bu yontemle miimkiin olmaktadir (URL3, 2017). Sekil 1°de kapasitif sensoriin ¢caligma prensibi
gorilmektedir.

1 :
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Olciim kondenseri
Elektrotlar arasindaki bolge
Elektriksel alternatif voltaj
Iplik

Iplik sinyali
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Sekil 1. Kapasitif Sensor (Uster Quantum 2 Uygulama El Kitabr)

Iplik kiitlesinin kapasitif kontrolii igin sensérii elektriksel 6lgiim kondenseri (1) olusturur. Bu, iki paralel metal levha yani
elektrotlar ile gergeklestirilir. Elektrotlar arasindaki bosluga (2), elektriksel alternatif voltaj (3) konuldugunda elektriksel bir alan
olusur. Iplik (4) bu alana girdiginde 6l¢iim kondenserinin kapasitesi degisir. Bu degisimden elektriksel bir sinyal, iplik sinyali
(5) elde edilir. Kapasitanstaki degisim, ipligin kiitlesi ve kullanilan lifin dielektrik sabiti yani sira ipligin nem igerigine de baglidir
(Uster Quantum 2 Uygulama El Kitabi).

Kapasitif 6l¢iim prensibi ile iplik sinyali, 6l¢iim alaninda bulunan ipligin kesitinin kiitlesine karsilik gelir. Iplik kiitlesindeki
degisimler iplik sinyalinde oransal degisime neden olur (Uster Quantum 2 Uygulama El Kitab).

2.2. Optik Ol¢iim Prensibi

Optik dl¢tim prensibi ile iplik sinyali, 6l¢iim alani i¢erisinde bulunan genellikle yuvarlak olan ipligin ¢apina karsilik gelir.
Iplik gapindaki degisimler iplik sinyalinde oransal bir degisime neden olur (Uster Quantum 2 Uygulama El Kitab1). Sekil 2°de
optik sensdriin ¢aligma prensibi goriilmektedir.
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Sekil 2. Optik Sensor (Uster Quantum 2 Uygulama El Kitabi)

Iplik kalinhgimin optik kontrolii icin sensorii, infrared (kizildtesi) 151k kaynagi (1) ve fotosel (3) olusturur. Kizilétesi 151k,
151k alaninda bir dagitici (2) tarafindan yayilir ve fotosele (3) ulasir. Fotosel 151k miktar: ile orantili olan bir gerilim olusturur.
Iplik 151k kaynagina girerse 1518 bir kismu iplik tarafindan absorbe edilir. Fotosele ulasan 15tk miktar1 daha kiigiiktiir. Bu
degisimden elektriksel bir sinyal, iplik sinyali (5) tretilir (Uster Quantum 2 Uygulama El Kitabi).

Kapasitif 6l¢iim prensibi iplik kesitine gore temizleme islemi yaparken optik dl¢lim prensibinde temizleme iplik capina gore
yapilir. Her iki prensibin kendisine gére iistiin ve zayif yanlar1 bulunmaktadir. Ornegin ufak uguntulardan olusan bir hata, iplik
kesitini fazla arttirmadigindan kapasitif prensipte uguntu hata sayilmazken, cap 6lclimii sayesinde hata tespit eden optik
prensipte, ucuntu hata olarak goriiliir. Kapasitif prensip ortamdaki nem miktarindan ¢ok etkilenir. Bu durum &zellikle ortam
rutubetinde bir degisim oldugunda gereksiz kesmelere neden olur. Daha &nce sulu splayz sistemi ile diiglim yapilan sistemlerde
kapasitif prensiple ¢aligma miimkiin olmazken son yillarda Uster firmasi tarafindan bu sorun ortadan kaldirilmis ve kapasitif
6l¢iimle sulu splayz birlikte ¢alistirilmistir. Kapasitif prensibi tercih eden isletmeler, bobinde sulu splayz kullandigi igin daha
once optik sensor kullanmak zorundayken bu gelisme sayesinde zorunluluk ortadan kalkmistir.

3. iPLIK HATALARI

Iplik hatalar1, iplik gdvdesi icerisinde sik ve seyrek olarak dagilmaktadirlar. Sik rastlanan iplik hatalar, iplik kiitlesinde veya
capinda fazla bir degisime neden olmazken seyrek rastlanan iplik hatalarinda kiitle veya ¢apta ciddi bir artig s6z konusu olur. Sik
rastlanan hatalar laboratuvarda Uster, Premier gibi iplik diizgilinsiizliik test cihazlari ile 6l¢iilerek miktarlari hakkinda bilgi sahibi
olunur. Bu tiir hatalar bobinde temizlenemez.

Bobin makinesinde seyrek rastlanan hatalar kesilerek iplikten uzaklastirilmas: saglanir. Her bir kesme ile iplikte splayz
denilen digiimler olugur. Diigiim bolgesinin mukavemetinin iplik mukavemetinden daha diisitk olmas1 ve ipligin ortalama
capindan daha kalin olmasi nedeniyle yiiksek miktarda kesme istenilen bir durum degildir.

Bobin prosesinde iplik kesitinde olusan seyrek hatalarin temizlenmesi Sekil 3’te belirtilen prensiplere gore yapilmaktadir:

1 2 3 4 5

Sekil 3. Iplik Kesitindeki Hatalarin Temizlenmesi (Uster News Bulletin, 2011)

Bobinleme prosesinde iplik, iplik temizleyicisi kullanilarak stirekli izlenir.

Iplik temizleyici hata limitlerinin disinda bir hata tespit ettiginde, bigaklar ipligi keser.
Bobin makinesindeki emis sistemi tarafindan hata uzaklagtirlir.

Bobinden gelen iist iplik ve kopstan gelen alt iplik splayz islemi ile diigiimlenir.
Temizleyici yeni bir hata bulana kadar islem devam eder.

kw0
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3.1. Sik Rastlanan Hatalar

Genel olarak iplikler periyodik ve gelisigiizel varyasyonlardan olusmaktadirlar. Iplikteki varyasyonlarin kumasa olan
etkisini tahmin etmek olduk¢a zordur. Genellikle iplik diizgiinsiizliigii, birim uzunluk basina kiitle degisimi olarak tanimlanan
CV% veya U% olarak ifade edilir (Ibrahim ve ark., 2012).

Sik rastlanan iplik hatalar1 1000 metre iplik iizerinde goriilen hatalar olarak degerlendirilir ve temel olarak ince yer, kalin
yer ve neps hatalarindan olusmaktadir. Hammadde nedeniyle olusabildikleri gibi ihzarat ve egirme prosesi sirasinda da bu hatalar
olusabilmektedirler.

Sekil 4’te, 4 farkli kalin yer igeren bir pamuk ipligi sinyali ve % sapma gériilmektedir. Ornegin ilk iplik hatasi yaklagik
%300 bir artisa sahiptir.

500 %

Kalin yer

400 % )

300 % — 4 e \N
200 % 7 ’l‘

% A A .
100 % e s A . al =) oy B .,_\ SRy OF (SR i Ar,,,,_,_m_nmA_mu.l d/ 5 ld‘m“AJ“‘,\lL o
o - SN e T

-100 %

Sekil 4. Bir Pamuk Ipliginin Iplik Sinyali (Uster Quantum 2 Uygulama El Kitaba)

Sik rastlanan hatalarin bobin prosesinde temizlenmesi durumunda iplik kesmelerinde ¢ok ciddi bir artis olup olusan
diigtimler nedeniyle iplige daha fazla zarar verilir. Bu nedenle sik rastlanan hatalar bobinde temizlenemezken, seyrek rastlanan
hatalar boyutlarina ve tiirlerine gore bobinde temizlenebilmektedir. Hatalarin boyutlarina, tiirlerine ve sonraki proseslerde neden
olabilecegi problemlere gore siniflandirilmasi gerekmektedir. Hata siniflandirmalar1 genel olarak Sekil 5 ve Sekil 6’da goriildigii
gibi incelenmektedir.

A
o] |A4 | B4 | ca | D4
me] A3 | B3 | c3 | D3 e
$ o A2 | B2 | Cc2 | D2
5 A1 B1 | C1 | D1
= +100 -
: F |G
g o
-30 T
H1 1
-45 =
) H2 | 12
} } t t } } S
0.1 1 2 4 8 32
Hata uzunlugu (cm)

Sekil 5. Siniflandirma Matrisi (Uster Quantum 2 Uygulama El Kitabr)
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Sekil 6. Iplikteki Hata Goriiniimleri (Uster News Bulletin, 2011)

3.1.1. ince Yer Hatasi

Ince yer hatas ipligin normal kesitinin kiitlesinden daha az yer kaplayan bélgeler olarak adlandirilir ve 1000 metre iplikteki
adet olarak ifade edilir. Simiflandirma matrisinde genellikle H1 ve I1 bdlgelerinin altinda kalan ve daha kiigiik boyutlardaki ince
yer hatalar1 diizglinsiizliik test cihazinda ince yerler olarak tespit edilir. Diizgiinsiizliik test cihazinda -30%, -40%, -50%, -60%
hata sayilar1 goriilebilmektedir. Burada -50% degeri, ipligin normal kesitinin kiitlesinden %50 daha az yer kaplayan bolge sayist
anlamma gelir. Isletmelerin tercihlerine gore degismekle birlikte genellikle -40% ve -%50 sonuglari test ¢iktilarinda daha sik
kullanilmaktadir.

3.1.2. Kalin Yer Hatasi

Kalin yer hatasi ipligin normal kesitinin kiitlesinden daha fazla yer kaplayan bélgeler olarak adlandirilir ve 1000 metre
iplikteki adet olarak ifade edilir. Siniflandirma matrisinde genellikle A2-A1-B1 bolgelerinin altinda kalan ve daha kiigiik
boyutlardaki kalin yer hatalar1 diizgiinsiizliik test cihazinda kalin yerler olarak tespit edilir. Diizgiinsiizliik test cihazinda +35%,
+50%, +70%, +100% hata sayilari1 goriilebilmektedir. Burada +50% degeri, ipligin normal kesitinin kiitlesinden %50 daha fazla
yer kapladig1 anlamina gelir. Ancak hata boyunun en az 4 mm olmasi gerekir. Isletmelerin tercihlerine gore degismekle birlikte
genellikle +35% ve +%50 sonuglart test giktilarinda daha sik kullanilmaktadir.

3.1.3. Neps Hatas1

Neps hatasi, kalin yer gibi ipligin normal kesitinin kiitlesinden daha fazla yer kaplayan bolgeler olarak adlandirilir ve 1000
metre iplikteki adet olarak ifade edilir. Kalin yer hatasindan farki, hata boyunun daha kisa ve kesitinin daha fazla olmasidir.
Hatanin neps olarak sayilmasi i¢in hata boyunun 1-4 mm arasinda olmasi gerekir. Siniflandirma matrisinde genellikle Al
bolgesinin altinda kalan ve daha kiigiik boyutlardaki kalin yer hatalar1 diizgiinsiizliik test cihazinda neps olarak tespit edilir.
Diizgiinsiizliik test cihazinda +140%, +200%, +280%, +400% hata sayilar1 goriilebilmektedir. Burada +200% degeri, ipligin
normal kesitinin kiitlesinden %200 daha fazla yer kapladigi anlamina gelir. Isletmelerin tercihlerine gore degismekle birlikte
genellikle +140%, +%200 ve +280% sonuglar1 test ¢iktilarinda daha sik kullanilir.

3.2. Seyrek Rastlanan Hatalar

Seyrek rastlanan hatalar boy ve kesit olarak daha biiyiik olan hatalardir. Egirme siireci igerisinde olusan kisa-kalin yerler,
uzun-kalin yerler, ince yerler, numara varyasyonlari, hammadde kaynakli yabanci maddeler ve hatali diigiimlerin bobinleme
sirasinda iplikten uzaklastirilmasi gerekir.

Sekil 7’de seyrek rastlanan hata ornekleri ve Sekil 8’de hata nedenlerinin siniflandirma matrisindeki pozisyonlari
goriilmektedir. Bu hata 6rneklerine neden olarak, ucuntular, hatali diiglimlemeler, yabanct maddelerden kaynakli sonradan
olusan ve bu yiizden seyrek ortaya ¢ikan hatalar verilebilir.
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Sekil 7. Seyrek Rastlanan Hata Ornekleri

) T
A4 B4 ihzarat ve egirme

prosesleri kaynakli

A3 }3 hatalar
%

A2 Hammadde ve tarak b D2
makinesi kaynakl hatalar
A1 B1 C1 D%

Sekil 8. Seyrek Rastlanan Hata Nedenlerinin Siniflandirma Matrisindeki Pozisyonlar1 (Uster Quantum 2 Uygulama El Kitabi)

Hata bityikligii (%)

Hata uzunlugu (cm)

3.3. Yeni Nesil Temizleme Sistemlerine Bir Ornek

Uster Quantum 3 iplik temizleme cihazlarinda simiflandirma matrisi ile birlikte YARN BODY™ olarak tanimlanan iplik
govdesi goriilmektedir. Sekil 9’da koyu yesil olarak goriilen bolge ipligin goévdesini olustururken, agik yesil bolge iplik
govdesindeki sapmalart gosterir. Kirmizi renkle gosterilen kisimlarsa iplikte bulunan ve temizlenmesi gereken hatalari gosterir.
Iplik gévdesine ve hatalarin durumuna gore temizleme limitleri ayarlanmaktadir.
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Sekil 9. Iplik Govdesi - YARN BODY™ (Uster News Bulletin, 2011)

Uster Quantum 3 temizleme sisteminde iplik gévdesinin goriilebilmesiyle birlikte “smart limit” denilen bir ayar sistemi de
bulunmaktadir. “Smart limit” ayari, bir iplik tipi i¢in, bobinde caligmaya baslandiginda, ¢ok kisa bir siire igerisinde
uygulanabilecek bir temizleme ayarini otomatik olarak yapmaktadir. Genellikle temizleme ayarlari iiretilen her iplik tipine gore
farkl1 olarak ayarlanmaktadir. Ozellikle tip degisiminin yogun oldugu iplik isletmeleri igin “smart limit” olarak adlandirilan
otomatik ayar yapan sistem, son derece kullanisli olabilmektedir. Bununla birlikte “smart limit” ayari kullanilmak zorunda
olmayip temizleme limitlerinin manuel olarak degistirilmesi miimkiindiir.

4. MATERYAL METOD

Bu ¢aligmada Diyarbakir yore pamugu kullanilarak iiretilen 40/1 Ne penye pamuk triko ring ipligi Uster Quantum 3 ve
Loepfe ZENIT+ temizleme sistemleri kullanilarak ayr1 ayr1 bobinlenmistir. Daha sonra ¢aprazlama yapilip aktarilarak (Sekil 10)
iki sistemden de ipligin gegirilmesi saglanmistir. Her agamadan sonra iplikler Uster Tester 4 diizgiinsiizliik test cihazinda 6l¢iime
tabi tutulmustur. Sekil 10°da yapilan bobinleme islemi sekilsel olarak goriilmektedir.

1. TEMIZLEME ISLEMI 2. TEMIZLEME ISLEMI

1.1. USTER QUANTUM 2.1. LOEPFE ZENIT+'TA
3'TE BOBINLEME BOBINLEME
1.2. LOEPFE ZENIT+TA 2.2. USTER QUANTUM
AKTARMA 3'TE AKTARMA

Sekil 10. Yapilan Calismanin Sekilsel Gosterimi

Calismada Uster Quantum 3 ve Loepfe Zenit+ temizleme sistemlerinin ayarlari birbirine denk gelecek sekilde hazirlanmustir.
Yapilan denemeler sonunda sonuglarin degerlendirilmesi i¢in 100 km’deki kesme sayilart kiyaslanmistir.

5. BULGULAR VE TARTISMA

Bu calismada yaygin olarak kullanilan iki temizleme sistemi karsilastirilmistir. Kesme sonuglar1 degerlendirilirken 100
km’deki toplam kesme sayisi ile neps (N) ve kisa-kalin (S) hatalarinin toplami goz 6niinde bulundurulmustur. Belirtilen hatalarin
100 km’deki sayilart Tablo 1 ve Tablo 2’de belirtilmistir.
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Tablo 1. 100 km’deki Toplam Kesme Sayisi ile Neps ve Kisa-Kalin Hata Sayilarinin Toplami (Bobinleme: Uster Quantum 3;
Aktarma: Loepfe Zenit+)

1.1.Uster Quantum 3’te 1.2.Loepfe Zenit+’ta Yapilan Bobinleme ve
Hata Cinsi Yapilan Bobinleme (100 Aktarma (100 Km’ deki Aktarma Toplam
Km’deki Kesme Sayisi) Kesme Sayisi) Kesme Sayisi
Toplam Kesme 119 75 194
N+S 66 55 121

Tablo 2. 100 km’deki Toplam Kesme Sayist ile Neps ve Kisa-Kalin Hata Sayilarinin Toplami (Bobinleme: Loepfe Zenit+;
Aktarma: Uster Quantum 3)

2.1. Loepfe Zemt+’ta 2.2. Uster Quantum3’te Bobinleme ve
Hata Cinsi Yapilan Bobinleme (100 Yapilan Aktarma (100 Km’ Aktarma Toplam
Km’ deki Kesme Sayisi) deki Kesme Sayisi) Kesme Sayisi
Toplam Kesme 101 58 159
N+S 58 36 94

Tablo 1’de sonuglar1 goriilen 40/1 Ne penye triko ring ipligi, bobinleme iglemi i¢in Uster Quantum 3 temizleme sisteminden
gecirilmis ve 100 km’de 119 toplam hata kesmesi; 66 neps ve kisa-kalin hata kesmesi ger¢eklesmistir. Uretilen bobinler Loepfe
Zenit+ temizleme sisteminde aktarilmis ve 100 km’deki hata kesmesi 75; neps ve kisa-kalin hata kesmesi 55 olmustur. Daha
sonra Tablo 2’de sonuglar1 goriilen ayni iplik tipi oncelikle Loepfe Zenit+ temizleme sisteminde bobinlenmis ve 100 km’de 101
toplam hata kesmesi; 58 neps ve kisa-kalin hata kesmesi tespit edilmistir. Uretilen bobinler Uster Quantum 3 temizleme
sisteminde aktarilarak 100 km’deki hata kesmesi 58; neps ve kisa-kalin hata kesmesi 36 olmustur.

Her iki denemede de kesme miktarlarinin birinci bobinlemede daha yiiksek, aktarmada ise daha diisiik oldugu goriillmektedir.
Sonucun boyle ¢ikmasi, birinci bobinlemenin kops halindeki iplik ile yapilmasi, dolayisiyla iizerinde daha fazla hata
bulundurmasindan kaynaklanmaktadir. Aktarma esnasinda ise hatalarin bir kismi1 6nceden temizlendiginden kesme sayilari
diismiistiir.

Bu sonuglara gore Uster Quantum 3 ve Loepfe Zenit+ iplik temizleme sistemleri arasinda 100 km’deki hata kesmelerine
gore ciddi bir fark oldugu diisiiniilmemektedir. Bobinde yapilan temizlemenin iplik kalitesine etkisini gormek amaciyla, iplikler
laboratuvarda diizgiinsiizliik testine tabi tutulmus ve her prosesten sonra kalite degerleri kontrol edilmistir. Iplik test
sonuglarindan U%, CVm%, ince -50%, kalin +50%, neps +200%, neps +280% ve tiyliliik sonuglar1 kontrol edilmistir. Tablo
3’te iplik kalite degerleri, Tablo 4’te ANOVA test sonuglari, Tablo 5’te ise Tukey ¢oklu karsilastirma sonuglari goriilmektedir.

Tablo 3. iplik Kalite Degerleri

Proses ince Yer Kalin Yer Neps Sayisi Neps Sayisi
No U% CVm% Sayisi Sayisi 200%/1000 +280%/1000  Tiiyliiliik
50%/1000 m 50%/1000 m m m
11 10.6 13.3 2 29 37 7 3.9
1.2 10.5 13.2 6 23 16 4 4.0
2.1 10.5 13.3 5 25 36 6 3.9
2.2 10.5 13.2 5 31 33 6 4.2

ANOVA test sonuglari incelendiginde proseslerin Neps 200 ve tiiyliillik degerlerine etkisi istatiksel olarak anlamli
bulunmustur (p<0,05). Diizgiinsiizliik, ince yer ve kalin yer agisindan ciddi bir fark tespit edilememistir.
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Tablo 4. ANOVA Test Sonuglar1

Bagimh

Degisken F Sig.
U% 0.131 0.940
CVm% 0.104 0.957
Ince -50% 1.056 0.395
Kalin 50% 0.245 0.864
Neps 200% 3.616 0.036
Neps 280% 1.190 0.345
Tiyliilik 8.324 0.001

Tablo 5. Tukey Test Sonuglari

Neps 200% Tiyliilik
Proses Alt Gruplar Alt Gruplar

No N . ) Proses No N ) )
1-2 5 16.2000 2-1 5 3.8640

2-2 5 32.6000 | 32.6000 1-1 5 3.9620

2-1 5 35.8000 | 35.8000 1-2 5 3.9800

1-1 5 37.0000 2-2 5 4.2120
Sig. 0.064 0.926 Sig. 0.403 1.000

Tukey ¢oklu kargilastirma test sonuglarina (Tablo 5) gore tiiyliliikk degerlerinde 2-2 numarali proses en yiiksek ortalama
grubunda yer alarak tiiyliiliigii en fazla artiran proses olmustur. Bunun yani sira diger proseslerde tiiyliiliik agisindan 6nemli bir
fark gozlenmemistir. Aktarma islemi sonrasinda (2.2 nolu proses) tiiyliilikte goriilen artisin bobinleme isleminin tekrar
yapilmasindan kaynaklandigr diisiiniilmektedir. Neps 200 degerinde ise 1-2 ve 1-1 numarali prosesler arasinda énemli farklilik
goriilmektedir (Tablo 5). Diger prosesler her iki ortalama grubunda da yer almaktadir. Uster sisteminde yapilan bobinleme -
Loepfe sisteminde yapilan aktarma sonucunda (1.2 nolu proses) neps degerlerinde bir miktar diigme gozlenmektedir. Neps
degerindeki ayn1 azalma Loepfe sisteminde yapilan bobinleme — Uster sisteminde yapilan aktarma sonucunda (2.2 nolu proses)
goriilmemektedir. Bu sonuca gore Loepfe temizleme sisteminde aktarilan bobinlerin neps degerlerinde bir miktar azalma sz
konusudur.

6. SONUC

Bu ¢alismada bobin makinesinde iki farkli temizleme sisteminde ayni iplik tipi ayr1 ayr1 bobinlenmis, daha sonra birbirleri
arasinda ¢aprazlama ile aktarma yapilmustir. Uretilen ipliklerin toplam hata kesmeleri ile neps ve kisa-kalin hatalarinin kesme
sayilari incelenmistir ve 100 km’deki hata sayilarina gore iki iplik temizleme sistemi arasinda ciddi bir fark goriilmemistir.
Yapilan diizgiinsiizliik testi sonuglarma gore diizgiinsiizliik (CVm%), ince-kalin yer ve tiiyliiliik agisindan ciddi bir fark tespit
edilememistir. Ancak Uster Quantum 3 sisteminde bobinlenip Loepfe sisteminde aktarilan ipliklerin neps degerlerinin diger
caligmaya gore daha diisiik oldugu gézlenmistir.

Bobindeki kesme sayis1 ve diizgiinsiizliik sonuglari iplik kalitesi hakkinda 6nemli bilgiler verirken iplik hatalarinin kumas
iizerinde nasil bir goriintiiye neden olacagin1 gosteren net sonuglar vermemektedir. Bobin prosesinden sonra {iretilen kumaslarin
goriintiileri, bobinlemede yapilan temizleme isleminin etkinligini veren énemli bir gostergedir. Bu nedenle kumas goriintiilerinin
kontrol edilip etkin temizleme ayarinin verilip verilmedigi kontrol edilmelidir.
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